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Monokrystalické desky pro soucastky (E:ls\;lN62276
s povrchovou akustickou vinou (PAV) -
Specifikace a méfici metody §Sé4217

idt IEC 62276:2012

Single crystal wafers for surface acoustic wave (SAW) device applications - Specifications and
measuring methods

Tranches monocristallines pour applications utilisant des dispositifs a ondes acoustiques de surface
(OAS) -
Spécifications et méthodes de mesure

Einkristall-Wafer fiur Oberflachenwellen-(OFW-)Bauelemente - Festlegungen und Messverfahren

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 62276:2013. Ma stejny status jako oficialni
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62276:2013. It has the
same status as the official version.

Nahrazeni prfedchozich norem

S Géinnosti od 2015-11-23 se nahrazuje CSN EN 62276 (35 8417) z ¢ervence 2006, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Anotace obsahu

Prejimana norma se tyka vyroby orientovanych monokrystalickych desek ze syntetického kfemene,
lithium niobatu (LN), lithium tantalatu (LT), lithium tetraboratu (LBO) a lanthan gallium silikatu (LGS).
Tyto monokrystalické desky se pouzivaji jako substraty pri vyrobé rezonatorl a filtrl s povrchovou
akustickou vinou (PAV).

Norma stanovuje specifikaci pozadavkd na material a na desky, které jsou z ného vyrobeny. Dale jsou
uvedeny metody zkouseni jednotlivych parametrd monokrystalickych desek, véetné geometrie

a defektl povrchu, inkluzi, mrizkové konstanty, krystalové orientace a dalsi. Jsou rovnéz uvedeny
metody vizualni kontroly, identifikace, znaceni, baleni a dodaci podminky pro tyto desky.

V zavéru normy jsou v normativni pfiloze uvedeny defini¢ni vztahy pro Eulerovy Uhly, které urluji
krystalovou orientaci desek. Pro informaci jsou potom v dalSich pfilohach stru¢né popsany metody
péstovani syntetickych krystall a standardni technologicky postup vyroby desek pro soucastky s PAV.



Narodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 62276:2013 dovoleno do 2015-11-23
pouzivat dosud platnou CSN EN 62276 (35 8417) z ¢ervence 2006.

Zmeny proti predchozi normeé

Nové vydani normy obsahuje nasledujici vyznamné technické zmény:
- terminy a definice jsou sefazeny podle abecedniho poradi;

- do kapitoly Terminy a definice se doplfiuje termin ,redukovany LN“;

- do kapitoly Terminy a definice se doplfuje termin ,redukovany LT“;

- do kapitoly Terminy a definice se doplfiuje termin ,reduk¢ni proces”.
Informace o citovanych dokumentech

IEC 60410:1973 nezavedena

IEC 60758:2008 zavedena v CSN EN 60758 ed. 2:2009 (35 8416) Krystaly syntetického kfemene -
Specifikace a pokyny k pouziti

Informativni Udaje z IEC 62276:2012

Mezinarodni normu IEC 62276 vypracovala technicka komise IEC/TC 49 Piezoelektrické, dielektrické
a elektrostatické soucastky a pfidruzené materialy pro fizeni a vybér kmitoctu a detekci.

Toto druhé vydani zruSuje a nahrazuje prvni vydani z roku 2005. Toto vydani je jeho technickou revizi.
Text této normy se zaklada na téchto dokumentech:

FDIS Zprava o hlasovani
49/1005/FDIS 49/1011/RVD

Uplnou informaci o hlasovani Ize najit ve zpravé o hlasovani ve vyse uvedené tabulce.
Tato publikace byla vypracovana v souladu se smérnicemi ISO/IEC, Cast 2.

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace a jejich zmén se nebude ménit az do vysledného data
aktualizace uvedeného na webovych strankach IEC (http://webstore.iec.ch) v Udajich o této publikaci.
K tomuto datu bude publikace bud

- Znovu potvrzena;

. zrusena;

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo
. zménéna.

DULEZITE Logo ,colour inside“ na titulni strané této publikace znamena, Ze publikace
obsahuje barevné znaceni, které se povazuje za uzitecné pro spravné pochopeni jejiho
obsahu. Uzivatelé by proto méli tisknout tento dokument na barevné tiskarné.
Souvisici CSN

CSN EN 60862 (soubor) (35 8450) Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vinou (PAV)


http://webstore.iec.ch/

CSN EN 61019 (soubor) (35 8450) Rezonatory s povrchovou akustickou vinou (PAV)

Vypracovani normy

Zpracovatel: RNDr. Josef Suchanek, CSc., IC 63237261

Technicka normalizaCni komise: TNK 102 Soucastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku
Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuebnictvi: Ing. Milan Dian

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



